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HELIOS 5 CX FIB-SEM (Odaklanmis iyon Isinli Taramali Elektron Mikroskobu)

Baslica Uygulamalar Teknik Ozellikler

SEM tabanli yliksek e FIB-SEM (Odaklanmis iyon isini +

¢6zUndrlukld yuzey taramali elektron mikroskobu)

goruntileme e Elektron Isini Performansi

FIB ile lokal kesitleme ve e Optimum WD’de ¢oziiniirliik:

numune hazirlama e 0,6 nm-30kV (STEM)
Mikroyapi ve faz analizleri e 0,6nm-15kV

Kaplama, ince film ve arayiiz e 1,0nm-1kV

incelemeleri e 0,9nm -1kV (1sin yavaslamasi
TEM lameli hazirlama ile)

Cakisma noktasinda

goziinlirliik:
Numune Tipleri e 06nm-15kV
e 15nm-1kV (beam

e Metal ve metal alagimi numuneleri deceleration ve DBS ile)

e Seramik ve kompozit malzemeler
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